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装置 EPMA-1720H (Shimadzu) 

 

分析事例の紹介 

EPMA を用いた亜鉛表面におけるナトリウムの分布観察 
- 干渉補正法の適用- 

 

はじめに 

 本センターが有する電子線プローブマイクロ

アナライザー(EPMA)を用いて、亜鉛表面のナト

リウム分布を観察した事例を紹介する。ナトリウ

ム(Na)と亜鉛(Zn)の特性エックス線 Ka, Lb のエ

ネルギーは近傍するため（図１）、Zn が多く Na

が少ない試料では、Na の元素マッピングに対し

て、Zn の Lb 線が影響を及ぼす可能性が高い。

Naの Kb線の強度は弱すぎるため、Znの妨害 X

線 Lbを除去する有力な手段として用いることは

できない。そこで、妨害 X 線の影響を取り除くために、干渉補正法を適用した。干渉

補正法は、Naの Kaに含まれる Znの Lb線を差し引く方法である。干渉補正後の Na Ka

線強度(IS[Na Ka corr.])は、標準試料における Zn Kaと Zn Lbの強度比(β)および試料の

Zn Ka線強度(IS[Za Ka.])を用いて、次式で表される。 
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実験 

 板状の亜鉛上に、食塩水を滴下・乾燥後、測定用試料とした。元素マッピング測定を、

加速電圧 15 kV、照射電流 40 nAの条件で行った。Zn純物質を用いて、元素マッピン

グ条件下で干渉補正法に用いる強度比 βを測定した。 

 

 

図１ Na Kaと Zn Lb線の比較。 
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結果 

 図２(a-c)に、Na、Cl および Zn の元素マッピング結果を示す。Na は Cl よりも広範

囲に分布していることがわかる。これは、Zn の妨害 X 線 Lb の影響から、観測された

Na分布は Naに加えて Znの分布情報も有しているためと考えられる。図 2(d)は、干渉

補正後の Na分布である。Znの妨害 X線の影響が除去されており、Cl分布と一致した。 

 
図２ (a) Zn (b) Cl, (c) Na の元素マッピング結果。(d)は干渉補正後の Na分布を示す。 

 

まとめ 

 EPMA を用いて測定した亜鉛表面のナトリウム分布に対して、干渉補正法を適用した

事例を紹介した。エネルギー分解能の高い EPMA でも、特性 X 線の重なりを注意する

必要がある。 

 

 

樹脂領域
(b) Cl(a) Zn

(c) Na 補正前 (d) Na 補正後
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